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Parte I   

- Introdução à Espectrometria de Raios X: 

1. Os modelos atômicos. 

2. Estados excitados e transições de elétrons. 

3. Radiação eletromagnética. 

4. Espectro eletromagnético. 

5. Radiação diretamente ionizante e indiretamente ionizante. 

6. Natureza e geração de raios X. 

7. Fontes de radiação Sincrotron. 

8. Detectores de raios X. 

9. Interação da radiação eletromagnética com a matéria. 

 

Parte II 

- Aplicações da Espectrometria de Raios X 

1. Técnicas de espectrometria de fluorescência de raios X: 

a) Fluorescência de raios X por dispersão em energia. 

b) Fluorescência de raios X por dispersão por comprimento de onda. 

c) Microfluorescência de raios X. 

d) Fluorescência de raios X por reflexão total. 

e) Fluorescência de raios X com radiação síncrotron. 

2. Análise qualitativa e quantitativa: padrões, artefatos, granulometria, efeitos matriz, curva 

de sensibilidade, parâmetros fundamentais. 

5. Análise de espectros de fluorescência de raios X. 

4. Aplicações das técnicas de espectrometria de raios X. 
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